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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthdlt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 15632:2021, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 202 ,Microbeam analysis“ erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von SAC (China)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-18 AA , Elektronenmikrosko-
pie und Mikrobereichsanalyse” im DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO18115-1 siehe DINISO18115-1
IS0 22309 siehe DINISO 22309
ISO/IEC17025 siehe DINENISO/IEC17025

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN ISO 15632:2015-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel erganzt;

b) Begriff 3.4 ,Totzeit" detailliert;

c) Begriff 3.14 ,Nullpeak” aufgenommen;

d) Abschnitt 4.1 ,Allgemeine Beschreibung” um eine Anmerkung und den Literaturhinweis [5] erginzt, die
sich auf die aktive Nettosensoroberfldche beziehen.

Friihere Ausgaben

DINISO15632:2015-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DINISO 18115-1, Chemische Oberfldchenanalyse — Vokabular — Teil 1: Allgemeine Begriffe und Begriffe fiir die
Spektroskopie

DIN ISO 22309, Mikrobereichsanalyse — Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS)
fiir Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder héher
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise
von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema
hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein.
Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 202, Microbeam analysis, erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 15632:2012), die technisch tiberarbeitet wurde. Die
wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgiangerausgabe sind folgende:

— Der Titel wurde prazisiert;
— Die Definition der Totzeit (3.4) ist genauer;

— Inderallgemeinen Beschreibung (4.1) wurde eine Anmerkung (einschlief3lich einer neuen Verweisung [5])
hinzugefiigt, die sich auf die aktive Nettosensorflache bezieht.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.
html zu finden.
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Einleitung

Die Fortschritte in der energiedispersiven Rontgenspektrometrie (en: energy-dispersive X-ray spectrometry,
EDS) durch verbesserte Herstellungstechnologien fiir Detektorkristalle und Anwendung verbesserter
Impuls-Verarbeitungstechniken haben die allgemeine Leistungsfahigkeit der Spektrometer verbessert, insbe-
sondere bei hohen Impulsraten und im Niederenergiebereich (unterhalb von 1keV). Inzwischen wurde die
Si-Li-Detektor-Technologie erfolgreich durch die Siliziumdriftdetektor-Technologie (en: silicon drift detector,
SDD) ersetzt, die eine mit Si-Li-Detektoren vergleichbare Performance bietet, sogar bei erheblich héheren
Impulsraten. Zusatzlich fiihrt eine kleinere Detektorkapazitit dazu, dass sogar noch hohere Impulsraten
gemessen werden konnen und grofdflachigere Detektoren zur Verfiigung stehen. Dieses Dokument wurde
daher mit Kriterien zur Bewertung der Performance derartiger moderner Spektrometer aktualisiert.

Ein Spektrometer wird normalerweise durch seine Energieauflésung im Hochenergiebereich spezifiziert, die
als Halbwertsbreite (en: full peak width at half maximum, FWHM) der Mangan Ka-Linie definiert wird. Um die
Eigenschaften im Niederenergiebereich festzulegen, werden von den Herstellern Werte fiir die FWHM bei Koh-
lenstoff K, Fluor K und/oder beim Nullpeak angegeben. Einige Hersteller spezifizieren aufderdem ein Peak-zu-
Untergrund-Verhiltnis, das in einem Spektrum einer >>Fe-Quelle als ein Peak-zu-Tal-Verhaltnis oder in einem
Bor-Spektrum als ein Peak-zu-Tal-Verhaltnis definiert werden kann. Fiir die gleiche Gr6f3e werden manchmal
unterschiedliche Definitionen verwendet. Die Empfindlichkeit des Spektrometers bei niedrigen Energien bezo-
gen auf die Empfindlichkeit bei hohen Energien hangt stark vom Aufbau des Detektorkristalls und vom verwen-
deten Strahleneintrittsfenster ab. Obwohl eine hohe Empfindlichkeit bei niedrigen Energien fiir die Anwen-
dung des Spektrometers bei der Analyse von Verbindungen aus leichten Elementen wichtig ist, spezifizieren
die Hersteller normalerweise keine Energieabhangigkeit fiir die Spektrometereffizienz.

Dieses Dokument wurde wegen der weltweiten Nachfrage nach Mindestspezifikationen fiir energiedispersive
Rontgenspektrometer entwickelt. EDS ist eine der am haufigsten bei der Analyse der chemischen Zusammen-
setzung von Festkérpern und Diinnschichten verwendeten Verfahren. Mit diesem Dokument sollte der Ver-
gleich der Performance verschiedener Spektrometerausfithrungen auf der Grundlage einer einheitlichen Spe-
zifikation moglich sein und sie sollte helfen, fiir eine bestimmte Aufgabenstellung das optimale Spektrometer
zu finden. AufRerdem liefert dieses Dokument einen Beitrag zur Angleichung der Leistungen in einzelnen Priif-
laboratorien. Nach ISO/IEC 17025 [1] sollten derartige Laboratorien in regelméafigen Zeitabstanden den Kali-
brierstatus ihrer Messgerate nach einem festgelegten Verfahren iiberpriifen. Dieses Dokument kann in allen
relevanten Priiflaboratorien als Leitfaden fiir vergleichbare Verfahren dienen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die wichtigsten Grofien fest, die ein energiedispersives Rontgenspektrometer charak-
terisieren, das im Wesentlichen aus einem Halbleiterdetektor, einem Vorverstarker und einer Signalverarbei-
tungseinheit besteht. Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Spektrometer mit Halbleiterdetektor, die nach dem
Prinzip der Festkorperionisierung funktionieren. Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen fest und
wie die relevanten Performanceparameter bei an einem Rasterelektronenmikroskop (REM) oder Elektronen-
strahlmikroanalysator (ESMA) angeschlossenen Spektrometer zu liberpriifen sind. Das bei der eigentlichen
Analyse angewandte Verfahren ist in ISO 22309 [2] und ASTM E1508 [3] beschrieben und liegt auf3erhalb des
Anwendungsbereiches dieses Dokuments.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

[SO 23833, Microbeam analysis — Electron probe microanalysis (EPMA) — Vocabulary

ISO 22493, Microbeam analysis — Scanning electron microscopy — Vocabulary

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 23833, ISO 22493 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

ANMERKUNG  Mit Ausnahme von 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13 und 3.14 sind diese Definitionen in gleicher
oder analoger Form in ISO 22309 [2], ISO 18115-1 [4] und ISO 23833 angegeben.

31

energiedispersives Rontgenspektrometer

Gerat zur Bestimmung der Rontgenstrahl-Signalintensitat als Funktion der Strahlungsenergie durch gleichzei-
tiges Aufzeichnen des gesamten Rontgenspektrums

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Spektrometer besteht aus einem Festkorperdetektor, einem Vorverstirker und einem
Impulsprozessor. Der Detektor konvertiert die Energie der Rontgenphotonen in elektrische Stromimpulse, die durch den
Vorverstarker verstarkt werden. Der Impulsprozessor sortiert die Impulse nach der Amplitude, um eine Histogrammver-
teilung der Rontgenstrahl-Signalintensitdt (3.8) liber der Energie zu erstellen.

3.2

Impulsrate

Zahlrate

Anzahl der Rontgenphotonen je Sekunde

3.21

Eingangsimpulsrate

Eingangszahlrate

ICR, en: input count rate

Anzahl der von der aktiven Detektorflache absorbierten Rontgenphotonen je Sekunde, die in die Elektronik
eingehen
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